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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件使用翻译法等同采用ISO13084:2018《表面化学分析 二次离子质谱 飞行时间二次离子

质谱仪质量标校准》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国微束标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本文件起草单位:中山大学。
本文件主要起草人:陈建、谢方艳、龚力、杨慕紫、杨皓、张浩、张卫红。
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引  言

  二次离子质谱(Secondaryionmassspectrometry,SIMS)是用于分析有机表面和分子表面的一种

强有力技术。在过去的十年中,二次离子质谱仪器已经有了显著的改进,因此现代仪器具有非常高的重

复性和稳定性[2],而且通过准确测量二次离子的质量来确定复杂分子的化学组成的需求越来越多。因

此做到这一点以及区分含有不同化学成分但具有相同标称质量(取整到最接近的整数质量)分子的相对

质量准确度是一个重要参数。需要优于10×10-5的相对质量准确度来区分总质量高达1000u的母离

子中C2H4(28.03130u)和Si(27.97692u)和总质量高达300u的母离子中CH2(14.01565u)和

N(14.00307u)。然而,在最近的实验室间研究中[3],发现碎片平均质量准确度为1.5×10-4。这明显

比明确识别离子所要求的相对质量准确度要差。详细的研究表明,使准确度降低的关键因素包括二次

离子的宽动能分布、非优化的仪器参数和质量标度校准的外推。
本文件描述了一种使用当地材料以优化仪器参数的简单方法和程序,以确保在可选择的不确定度

范围内实现质量标的准确校准。
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表面化学分析 二次离子质谱
飞行时间二次离子质谱仪质量标校准

1 范围

本文件描述了一种用于优化一般分析目的的飞行时间二次离子质谱(SIMS)仪器的质量校准准确
度的方法。本文件仅适用于飞行时间仪器,但并不限于任何特定的仪器设计。本文件提供了对一些仪
器参数优化的指导,这些参数能使用此程序进行优化,还提供了适用于校准质量标以获得最佳质量准确
度的一般峰的类型。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
ISO和IEC使用的标准化术语数据库保存在下列网址中:
———ISO在线浏览平台:https://www.iso.org/obp
———IEC电工百科:http://www.electropedia.org

4 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

4.1 符号

m:待测质量
m1:校准质量1
m2:校准质量2
M:质量(u)
Mo:峰中心(u)
ΔM:质量准确度(u)
MP:测得谱峰的质量(u)
MT:真实质量(u)
U(m):校准产生的质量m 的质量不确定度

U1:m1 准确质量测量的不确定度
U2:m2 准确质量测量的不确定度

U0:准确质量测量的平均不确定度

VR:反射器或接收电压(V)
W:相对质量准确度

x:碳原子数

y:氢原子数

Go:缩放项

α:不对称项

σ(ΔM):多个峰的质量准确度的标准偏差

σM:碳原子数为4,6,7和8的四个CxHy
+系列的每个系列的ΔM 标准偏差的平均值
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